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Abstract of EP0269076 

A device for optically adjusting plates (6) has on 
a table (1) an adjusting plate (2) and an adjusting 
support (16) thereabove. The plates have 
differently shaped perforations as optical 
markings (5). Openings (4) are present in the 
adjusting plate and the adjusting support in the 
region of the markings. Furthermore, backlighting 
and frontlighting are arranged per opening. 
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© Justiervorrichtung. 

© Eine Vorrichtung zum optischen Justieren von 
Platten (6) weist auf einem Tisch (1) sine Justier- 
platte (2) und daruber eine Justierunterlage (16) auf. 
Die Platten haben als optische Markierungen (5) 
unterschiedlich geformte Durchbruche. In der Ju- 
stierplatte und der Justierunterlage sind im Bereich 
der Markierungen Offnungen (4) vorhanden. Weiter- 
hin ist pro Offnung eine Durchlicht-und Auflichtbe- 
leuchtung angeordnet. 
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Justiervorrichtung 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung 
zum optischen Justieren gemafl dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 . 

Aus der DE-OS 34 35 567 ist ein optisches 
Justierverfahren bekannt. mit dem Dunnglasplatten 
mit aufgebrachten Zeilen-und Spaltenleitern zuei- 
nander und zum Leuchtschirm einer Bildwiederga- 
bevorrichtung justiert werden konnen. Dabei wei- 
sen die Dunnglasplatten in zwei sich diagonal ge- 
genuberliegenden Ecken optische Markierungen 
auf, die in der einen Platte aus kleinen Rechtecken 
und in der anderen Platte aus gekreuzten Linien 
bestehen. Unter einer nicht naher angegebenen 
optischen Einrichtung werden die Platten zueinan- 
der justiert und dann durch eine Verklebung gehal- 
ten. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, zum 
Justieren von mit optischen Markierungen versehe- 
nen Platten eine Vorrichtung anzugeben, mit der 
eine genaue Justage moglich ist. 

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt mit den im 
Anspruch 1 angegebeneo Mitteln. Vorteilhafte Aus- 
gestaltungen sind in den Unteranspruchen 2 bis 5 
enthalten. 

Die Erfindung wird nun anhand von einem in 
den Figuren gezeigten Ausfuhrungsbeispiel naher 
erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 schematisch eine Vorrichtung zum 
optischen Justieren, teilweise im Schnitt, und 

Rg. 2 eine Draufsicht auf eine Justierplatte. 
Die in Rg. 1 dargestellte Vorrichtung zum opti- 
schen Justieren ruht auf einem Tisch 1. Sie enthalt 
eine Justierplatte 2, die eine Justierunterlage 16 
mit Anschlagen 17 tragt und die tiber Stutzen 3 auf 
dem Tisch 1 stent Die Justierplatte 2 und die 
Justierunterlage 16 sind im Schnitt dargestellt, urn 
die in ihr vorhandenen Offnungen 4 deutlich zu 
zeigen. Die Offnungen 4 sind ortlich so angeordnet, 
dai3 sie mit optischen Markierungen in den zuei- 
nander zu justierenden Platten 6 fiuchten. Diese 
Platten 6 liegen grob zueinander ausgerichtet auf 
der Justierunterlage 16. Dabei befinden sich die 
optischen Markierungen 5 uber den Offnungen 4 in 
der Justierunterlage 16 und der Justierplatte 2. 

In Verlangerung der durch die Offnungen 4 
verlaufenden optischen Achsen 7 ist je ein Mikro- 
skop 8 mit einer Strichplatte an einer aus zwei 
senkrecht aufeirianderstehenden Sauien 15a, 15b 
angeordnet Die Mikroskope 8 konnen mit ihrer 
optischen Achse auf die optische Achse 7 ausge- 
richtet werden. Auf die Mikroskope 8 ist je eine 
Kamera 9 aufgesetzt, deren Bilder auf Monitoren 
10 wiedergegeben werden. Unterhalb der . 
Offnungen 4 in der Justierplatte 2 ist je eine Durch- 
lichtbeleuchtung 1 1 angebracht An jedem Mikro- 



skop 8 ist eine Auflichtbeleuchtung 12 vorhanden. 
Die Durch-und die Auflichtbeleuchtungen sind uber 
Lichtleiter 13 mit Kaltlichtquellen 14a bzw. 14b 
verbunden. 

5 In der Justierplatte sind weiterhin Locher 18a 

und 18b vorhanden, an die Kanale 19 ange- 
schlossen sind. Die Kanale 19 enden an einer 
Saugpumpe 20. Zwei Pfeile 21 deuten die Sau- 
grichtung in den Kanalen 19 an. Hiermit wird die 
w Justierunterlage 16 auf der Justierplatte 2 gehalten. 
Das in Fig. 1 nicht benutzte Loch 18b ist durch 
einen Stopfen 22 verschlossen. 

In Rg. 2 ist von der Vorrichtung zum optischen 
Justieren in einer Draufsicht nur die Justierplatte 2 
75 und die Justierunterlage 16 mit den zwei aufgeleg- 
ten-Platten 6 dargestellt. In der Justierplatte 2 sind 
drei Offnungen 4', 4", 4~ vorhanden. Dabei wirkt die 
Offnung 4' im rechten unteren Eck der Justierplatte 
einmal mit der Offnung 4* etwa in der Mitte der 
20 Justierplatte und zum anderen mit der Offnung A" 
in der linken oberen Ecke zusammen, je nachdem 
welches Format die Justierunterlage 16 mit den 
aufgelegten Platten 6 aufweist Unterhalb der 
Offnungen 4 sind die Durchlichtbeleuchtungen 11 
25 gestrichelt angedeutet Au/terdem sind die Locher 
18a und 18b eingezeichnet, urn deren Lage zu 
verdeutiichen. 

Die Platten 6 sind aus Metall und die unter- 
schiedlichen optischen Markierungen in ihren sich 
30 diagonal gegenuberliegenden Ecken bestehen des- 
wegen aus unterschiedlich geformten Durch- 
bruchen. So weist die eine Platte einen runden und 
die andere Platte einen kreuzfdrmigen Durchbruch 
auf. Bei mehreren zueinander zu justierenden Plat- 
3$ ten 6 konnen die Durchbruche der optischen Mar- 
kierungen nicht nur in der Form sondern auch in 
ihrer Grofle abgewandelt sein. 

Der Justiervorgang lauft wie nachstehend be- 
schrieben ab, nachdem die Justiervorrichtung 
40 eingeschaltet wurde: Die erste Platte 6 wird auf die 
Justierunterlage 16 gelegt und gegen die An- 
schlage 17 geschoben. Durch einen Klemmhebel 
23 wird die Platte 6 auf der Justierunterlage 16 in 
dieser Lage gehalten. Die Justierunterlage mit der 
45 ersten Platte wird so lange verschoben, bis die 
Markierungen 5 symmetrisch zu den aufgrund der 
Strichplatten in den Mikroskopen auf den Monitoren 
10 abgebildeten Fadenkreuzen liegen. In dieser 
Lage wird die Saugpumpe 20 eingeschaltet und 
so dadurch die Justierunterlage auf die Justierplatte 2 
gezogen und fixiert. Anschlieflend wird die zweite 
Platte 6 aufgelegt und ihre Justiermarken 5 mit den 
Justiermarken der ersten Platte zur Deckung ge- 
-""bracht. Mit einer geeigneten Auflage (nicht darge- 
stellt) werden die Platten danach beschwert. damit 



3 



0 269 076 



sie planparalle! zueinander liegen. An sich diagonal 
gegenuberliegenden Ecken der Platten 6 werden 
diese mit einem geeigneten Kleber miteinander 
verbunden und somit in ihrer Lage zueinander fi- 
xiert. Danach konnen die Platten der Vorrichtung s 
entnommen werden. Die endgultige Verbindung 
der Platten miteinander kann z.B. durch einen 
nachfolgenden Frittvorgang geschehen. 

Anstatt einzelner Platten konnen auch Pakete 
aus miteinander verbundener Platten zueinander 10 
justiert werden. 

Auf den Monitoren 10 erscheinen die 
kreuzformigen Durchbruche der MarkieruTigen 5 in 
der ersten Platte 6 als helle Kreuze, welche leicht 
zu den Fadenkreuzen justiert werden konnen. Die 75 
runden Durchbruche der Markierungen 5 In der 
zweiten Platte 6 stellen sich aufgrund der Auflicht- 
beleuchtung als dunkelgraue Flachen in heller Um- 
gebung dar und sind somit auch einfach auf die 
Fadenkreuze und die hellen Kreuze auszurichten. 20 
Eine genaue Justierung der Platten 6 zueinander 
liegt vor, wenn die Abbilder der kreuzf6rmigen und 
runden Durchbruche vollig symmetrisch zu den 
Fadenkreuzen der Monitore liegen. 

Anspriiche 

1 . Vorrichtung zum optischen Justieren von mit 
unterschiedlichen optischen Markierungen versehe- 30 
nen Platten, dadurch gekennzeichnet, dafl eine 

die Platten (6) aufnehmende Justierunterlage (16) 
und eine Justierplatte (2) mit Offnungen (4) fur eine 
Durchiichtbeleuchtung (1 1 ) im Bereich der Markie- 
rungen (5) versehen sind und die Betrachtungsein- 35 
richtung (8. 9 f 10) eine Auflichtbeleuchtung (12) 
aufweist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, da0 die Justierunterlage (16) An- 
schlage (17) fur die direkt auf ihr liegende Platte 40 
(6). aufweist und mit Hilfe einer Saugpumpe (20) 

auf der Justierplatte (2) fixierbar ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Durch-und Auflichtbeleuch- 
tung (11,12) Kaltlichtquellen enthalten. 45 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Betrachtungseinrichtung fOr 
jede Markierung (5) ein Mikroskop (8) mit Strich- 
platte, eine Kamera (9) und einen Monitor (10) 
enthalt. so 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, da/3 die Platten (6) aus Metall sind 
und als Markierungen (5) unterschiedlich geformte 
DurchbrOche aufweisen. 
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© Justiervorrichtung. 



© Eine Vorrichtung zum optischen Justieren von 
Platten (6) weist auf einem Tisch (1 ) eine Justierplat- 
te (2) und dariiber eine Justierunteriage (16) auf. Die 
Platten haben als optische Markierungen (5) unter- 
schiedlich geformte Durchbruche. In der Justierplatte 
und der Justierunteriage sind im Bereich der Maricie- 
njngen Offnungen (4) vorhanden. Weiterhin ist pro 
Offnung eine Durchlicht- und Auflichtbeleuchtung an- 
geordnet. 
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